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横河電機株式会社 ＡＴＥ事業部

久保 典夫

SoCSoC設計と設計とSoCSoCテストの統合化によりテストの統合化により
QCDSQCDS向上を目指す！！向上を目指す！！

テスト環境の標準化とそのインパクト

－内容－

■SoC開発のQCDS*向上への新たな役割分担と

その新たなテストインフラストラクチュア
■３年後のSoCテストの世界

■オープンコラボレーションの推進
● STIL-Collaboration-Partnerコンソーシアム設立

＊QCDS：Q; Quality C; Cost D; Delivery S; Service
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ＳｏＣテスト戦略の変革

パソコン ディジタル家電・携帯製品

規格品・大量生産規格品・大量生産 多品種・変量生産多品種・変量生産

設計

テスタ

？

テスタ
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STIL★
ＴｅｓｔＨｉｇｈｗａｙ
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新たな役割分担での
QCDS向上実現

新たな役割分担での
QCDS向上実現

設計

テスタ
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SOC開発のQCDS
向上が見えない

SOC開発のQCDS
向上が見えない

（現状）

新たな役割分担
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新たな役割分担での
QCDS向上訴求

新たな役割分担での
QCDS向上訴求

（分析）

新たな役割分担へのインフラストラクチュア

（将来）

インフラストラクチャ設計－テストの
水平分業
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テスト設計テスト設計テスト設計

故障解析故障解析故障解析

テスト生成テスト生成テスト生成

事前テスト検証事前テスト検証事前テスト検証

設計/設計検証設計設計//設計検証設計検証

（ＥＤＡ）（ＥＤＡ）（ＥＤＡ）

仮想テスタ仮想仮想テスタテスタDFTテスタDFTDFTテスタテスタ

STIL☆
TestHighway

TS6000H 
次世代次世代LSILSIテスタテスタ

SoC開発の設計とテストの垂直分業を支援する
新しいインフラストラクチュア

V-R
Test Planner
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生産

EDA設計

テストハウス

生産

仮想テスタ

SoC開発の設計とテストの水平分業の姿

日本

日本

中国

中国
日本

中国

STIL★
ＴｅｓｔＨｉｇｈｗａｙ

STIL★TestHighway
の環境下

検証済み製作・テストデータ

ファブライブラリー
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STILとは?
Standard Test Interface Language の略

■STILは半導体テストのための、設計，シミュレーション，ATEテスト，故

障解析の全ての環境において共通なテスト記述言語として利用可能

■1999年にIEEE でStd 1450.0 として標準化されたテストデータの記

述言語で名称は「スタイル」（現在も機能拡張中）

半導体業界標準テスト記述言語ＳＴＩＬ

1450.0 TestPattern Specification （99/3に標準化)
P.1 Semiconductor Design Environment

1450.2 DC Level Specification （02/12に標準化)
P.3 Target Tester Specification
P.4 Test Flow Specification
P.5 Test Method Specification
P.6 Core Test Language Support

STARC
STIL標準化

委員会

P.1、P.6が次期標準化の見込み

標準化作業進行中

S
T
A
R
C

STARC
「STIL利用ガイド」
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３年後のＳoＣテストの世界へ向けて

3つのインパクト

STIL★
ＴｅｓｔＨｉｇｈｗａｙ
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３年後のＳoＣテストの世界へ向けて

１．テスト言語標準化、テスト財産継承
●テスタ機種に縛られないテスト開発環境
●テスタ投資の効率化とリスクヘッジ化
●水平分業による生産性の向上

２．事前テスト環境のフル活用
●ユーザ参加型でLSI開発のＴＡＴ短縮
●VFM（Verification For Manufacturing）への道
● 歩留まりの早期確保

３．設計からテストのスパイラルフロー確立



9
Copyright c  2005 Yokogawa Electric Corporation

STIL 

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

オープンテスト開発環境

設計設計

横河実テスタ他社実テスタ

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

仮想テスタ

STIL☆TestHighway
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テスタメーカを選ばない

既存 横河 他社

生産テスタ

ＳＴＩＬによるテスト言語の共通化ＳＴＩＬによるテスト言語の共通化

開発
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テスタ投資のリスクヘッジ

STIL 

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

設計設計

横河テスタ他社テスタ

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

仮想テスタ

STIL☆TestHighway

国内テストハウス

中国テストハウス

ピークカットピークカット
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テストソリューション提供

STIL 

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

ＡＴＰＲＧ
ＡＧＥＸ（テンプレート）

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

設計設計

横河テスタ他社テスタ

テスト条件
抽出

テスト条件
抽出

仮想テスタ

STIL☆TestHighway

国内テストハウス

中国テストハウス

テスト検証・
ES評価サービス

テスト検証・
ES評価サービス

テストエンジニアリング
サービス

テストエンジニアリング
サービス
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３年後のＳoＣテストの世界に向けて

１．テスト言語標準化、テスト財産継承
●テスタ機種に縛られないメリット
●テスタ投資の効率化とリスクヘッジ化
●水平分業による生産性の向上

２．事前テスト環境のフル活用
●ユーザ参加型で開発のＴＡＴ短縮
●VFM（Verification For Manufacturing）への道
● 歩留まりの早期確保

３．設計とテストのスパイラルフロー確立
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CP
U

DRA
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MIP

UDL

Test Controller

I/O
Pa

ds

I/O
 

Pa
ds IP

仮想テスト環境

CP
U

DRA
M

SRA
MIP

UDL

Test Controller

I/ O P a d s

IP

仮想テスタ

ＰｒｅＴｅｓｔＳｔａｔｉｏｎ®

仮想テスタ

ＰｒｅＴｅｓｔＳｔａｔｉｏｎ®
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Ｓｉｍ ＶＣＤ ＴＤＳ ＷＧＬ ＷＧＬ テスト生成環境 Ｍａｉｎ

Ｐａｔｔｅｒｎ

STILSTIL-Directer
STIL-Testhighway

STIL-Converter
AGEX

STIL-Write

TestProgram

TestProgram

TestProgram

A

B

STIL-Planner

TestBench

仮想テスタ

STIL-Directer

TRC
TRC

(A,B,C)
(B)

TRC

(A)

XTF

設計 検証／評価

VFMを実現するフロー

＜導入効果＞

◆テスト開発期間 →半減
◆マスクリメイク →撲滅
◆デバッグ時間 →ゼロ

★シミュレーションバス
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歩留まり

フェーズ

試作
（ファーストシリコン）

量産開始

従来の歩留まり改善ライン

アプリオリテストの歩留まりライン

ＥＷＳ上で造り込み

９０％以上

７０～８０％

実生産でチューニング

歩留まりの早期確保で新たな利益を創出

量産

ステップ１

ステップ２

設計～テスト開発

新たにお客さまの利益となるゾーン新たにお客さまの利益となるゾーン

設計完了
（サインオフ）

５０％

～～
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PreTestStation  -Test&Debug 画面 -

Fail Map 

Expected H、Actual L

Failed Point  
Verilog Waveform 
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アプリオリテストのストローブマージン機能

DUTモデル出力ピン #A 

Fail *******************-------------

10.0ns

Pass
sdfmax

************************-------

2.6ns

sdfmin

6.6ns

1 rate:36ns

5ns 10ns 15ns 20ns 25ns 30ns 36ns0ns

Strobe Timing

AfterBefore

実テストから統計処理
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３３年後のＳ年後のＳooＣテストの世界Ｃテストの世界に向けてに向けて

１．テスト言語標準化、テスト財産継承
●テスタ機種に縛られないメリット
●テスタ投資の効率化とリスクヘッジ化
●水平分業による生産性の向上

２．事前テスト環境のフル活用
●ユーザ参加型でLSI開発のＴＡＴ短縮
●VFM（Verification For Manufacturing）への道
● 歩留まりの早期確保

３．設計とテストのスパイラルフロー確立
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DESIGN

ＷＧＬ

ＷＧＬ

Old Program 
Generation Env.

★Pattern Debug
★Pattern Turning
★Pattern Add on
★ES Evaluation

Feedback
Mask 
Change

ＳＴＩＬ

DESIGN

STIL-
Test Highway

Pre-Test Station
（TS6000H Model）

TDL

ＥＳ特性認定
生産展開

TS6000H

Feedback

Feedback

Design Section

Product Section
Who’s Test Verify &

ES Evaluate
CHANGE

Verification by
Tester Test bench

TS6000H

Debug Less／Real Tester

ES Quality Assurance
Production Delivery

設計とテストのスパイラルフロー確立

ES Quality Assurance
Production Delivery
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STARC/STILテストプログラム生成フロー

STILDirectorSTILDirector

TS6000系
パタン

横河
メインプログラム

STIL-Converter

パタン
アドレス情報

ピン情報 テスタ仕様
テストフロー
（オーダー）

パターン/タイミング
アドレス情報

DC測定アドレス
テスト手法
テンプレート

DCレベル

記述

1450.0
P1450.4P1450.3 P1450.51450.2

STIL（標準化中）STIL

XTF

AGEXテスト
テンプレート

横河
テストプログラム

API
テスト情報生成処理

横河

STILPlanner
（テストプログラム生成ツール）

仮想テスタ
PreTestStation
(TS6000H+/AL9740 

Model)

仮想テスタ
PreTestStation
(TS6000H+/AL9740 

Model)

DUT Model

実テスタ
(TS6000H+/AL9740)

実テスタ
(TS6000H+/AL9740)

DUT

①

②

③

①；ＳＴＩＬテスト生成
②；ＳＴＩＬテスト逆変換
③ＳＴＩＬドリブンテスタ
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オープンコラボレーションの推進

■ＳＯＣテスト開発のＴＡＴ短縮と標準化を推進する
コンソーシアムSTIL-Collaboration-Partner ！
活動理念

横河は・・

半導体業界の標準テスト言語STILを推進し

テストソリューション提供ベンダー様

半導体ベンダー様、テストハウス様

・・と供にコラボレーションを実施。

ＳｏＣのテスト開発からテストまでのＴＡＴ短縮、テストコスト削減を目指す

生産性向上活動をお手伝いします。

横河は・・

半導体業界の標準テスト言語STILを推進し

テストソリューション提供ベンダー様

半導体ベンダー様、テストハウス様

・・と供にコラボレーションを実施。

ＳｏＣのテスト開発からテストまでのＴＡＴ短縮、テストコスト削減を目指す

生産性向上活動をお手伝いします。
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STILSTIL共通インフラ共通インフラ

STIL-Collaboration-Partnerの構図

テストソリューション
提供ベンダー様

（Ｂ）

半導体装置メーカ
（Ｃ）

SCPコンソーシアムコンソーシアム

半導体ベンダー様
（Ａ）

ユーザ様

（株）シスウェーブ様

■STILビジネスモデル研究会

■STILツール利用技術研究会

■STILビジネスモデル研究会

■STILツール利用技術研究会

協業

支援 支援

ＳＴＡＲＣ

「ＳＴＩＬ活用ガイド」
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３年後のＳoＣテストの創出を目指し

横河は・・

■テスト言語の標準化

■事前テスト環境のフル活用

■STIL-Collaboration-Partnerの実践

■短ＴＡＴ化、テストコスト削減の実現

そして・・・ＳoＣ設計とＳoＣテストの新たなる
役割分担を進化させ、ＳoＣ開発のＱＣＤＳ向
上を支援させていただきます。

・・よろしくお願いいたします。
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